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【ガイドブック】 
 
 JIS B 7440-5:2013 （ISO 10360-5:2010） 
 
 製品の幾何特性仕様（GPS） 
  - 座標測定機（CMM）の受入検査及び定期検査 – 
    第5部：シングル及びマルチスタイラス測定 

本ガイドブックは、旧規格との違いを中心にその解釈について補足する為に作成されております。 
正式な表記、判断については本規格が優先となります。 

２０１４年１１月２０日 発行 
日本精密測定機器工業会 三次元測定機（第８）部会編 
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本規格の主な改定事項 
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・ 旧JIS B 7440-2: 2003で規定されていたプローブの検査が本規格で規定され
ることになりました。 

 
・ 旧JIS B 7440-5: 2004で規定されていたマルチスタイラス及び固定角回転式プ

ローブに加え、マルチプローブ及び推定によるパラメータ設定を行う回転プロー
ビングシステムの検査が規定されました。 
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本規格は、異なる検査手順を必要とする非接触プロービングシステムには  
適用しない。 
 

序文、適用範囲、適用規格 
現行版（2013年）では、適用範囲に関して以下が追加されています。 

非接触プロービングシステムへの適用についてはＪＩＳ Ｂ ７４４１、もしくはＩＳＯ １０
３６０－８（２０１３）を参照下さい。 
尚、ＩＳＯ １０３６０－８の発行に伴い、その整合を取るためＪＩＳ Ｂ ７４４１について
は見直され、ＪＩＳ Ｂ ７４４０－８として発行される見込みです。 
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JIS B 7440-5：2013 
（ISO 10360-5：2010） 

JIS B 7440-2：2003 / B 7440-5：2004 
（ISO 10360-2：2001 / 10360-5：2000） 

記号 定義 記号 定義 

シングル 
スタイラス 
プロービング 
システム 

PFTU 
シングルスタイラス形状誤差 
（Single-stylus form error） P プロービング誤差 

（Probing error） 

PFTU,MPE 

 
最大許容シングルスタイラス形状誤差 
（Maximum permissible single-stylus form error） MPEP 

最大許容プロービング誤差 
（Maximum permissible probing error） 

固定マルチ 
スタイラス 
プロービング 
システム（P**M） 
 
固定マルチ 
プローブ          
システム（P**N） 

PFTM 
PFTN 

マルチスタイラス形状誤差 
（Multi-stylus form error） MF 固定マルチスタイラス 

プロービングシステム形状誤差 

PFTM,MPE 

PFTN,MPE 
最大許容マルチスタイラス形状誤差 
（Maximum permissible multi-stylus form error） MPEMF 

最大許容固定マルチスタイラス 
プロービングシステム形状誤差 

PSTM 

PSTN 

マルチスタイラス寸法誤差 
（Multi-stylus size error） MS 固定マルチスタイラス 

プロービングシステムサイズ誤差 

PSTM,MPE 

PSTN,MPE 

最大許容マルチスタイラス寸法誤差 
（maximum permissible multi-stylus size error） MPEMS 最大許容固定マルチスタイラス 

プロービングシステムサイズ誤差 

PLTM 

PLTN 

マルチスタイラス位置誤差 
（Multi-stylus location value） ML 固定マルチスタイラス 

プロービングシステム位置誤差 

PLTM,MPL 

PLTN,MPL 

最大許容マルチスタイラス位置限界 
（Maximum permissible limit of the multi-stylus 
location value） 

MPEML 最大許容固定マルチスタイラス 
プロービングシステム位置誤差 

旧 現 

用語、記号と定義 
用語、記号とその定義は次のように改訂されています。 
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JIS B 7440-5：2013 
（ISO 10360-5：2010） 

JIS B 7440-2：2003 / B 7440-5：2004 
（ISO 10360-2：2001 / 10360-5：2000） 

記号 定義 記号 定義 

回転式マルチ 
プロービング 
システム 
：固定角（P**E） 
 
回転式マルチ 
プロービング 
システム 
：無段階（P**I） 

PFTE 
PFTI 

マルチスタイラス形状誤差 
（Multi-stylus form error） AF 回転式プロービングシステム 

形状誤差 

PFTE,MPE 

PFTI,MPE 
最大許容マルチスタイラス形状誤差 
（Maximum permissible multi-stylus form error） MPEAF 

最大許容回転式 
プロービングシステム形状誤差 

PSTE 

PSTI 

マルチスタイラス寸法誤差 
（Multi-stylus size error） AS 回転式プロービングシステム 

サイズ誤差 

PSTE,MPE 

PSTI,MPE 

最大許容マルチスタイラス寸法誤差 
（maximum permissible multi-stylus size error） MPEAS 最大許容回転式 

プロービングシステムサイズ誤差 

PLTE 

PLTI 

マルチスタイラス位置誤差 
（Multi-stylus location value） AL 回転式プロービングシステム 

位置誤差 

PLTE,MPL 

PLTI,MPL 

最大許容マルチスタイラス位置限界 
（Maximum permissible limit of the multi-stylus 
location value） 

MPEAL 最大許容回転式 
プロービングシステム位置誤差 

旧 現 

※MPEとMPLの違い 
  どちらも「許容値」であるが、Error：誤差とLimit：限界を使い分けています。 
  Error：誤差とは真値からの偏差であり、真値を持たない「位置」については、Error：誤差を用いずLimit：限界を用います。 
  旧規格ではMPEを用いているが、新規格では使い分けています。 
   「Limit：限界」は最大幅等を意味する場合に使用され、上記では最大ばらつき幅として扱います。 

用語、記号と定義 
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JIS B 7440-5：2013 
（ISO 10360-5：2010） 

JIS B 7440-2：2003 / B 7440-5：2004 
（ISO 10360-2：2001 / 10360-5：2000） 

記号 許容値/限界値 記号 許容値/限界値 

マルチ 
スタイラス 
プロービング 
システム 

PFTj,MPE 

MPE/MPLは，三つの形式のいずれかで表す。 
a）MPE=(A+LP/K)とBの小さい方 
b）MPE=(A+LP/K)  
c）MPE=B 
   LP：校正球と検査用標準球の中心間の距離 
 
【追加】 
a） 
 
 
 
【追加】 
b） 
 
 
 
 
c） 

MPEAF 

MPE/MPLは， 
MPE=B 
で表す。 
 

PSTj,MPE MPEAS 

PLTj,MPL MPEAL 

旧 現 

Lp 

+B 

-B 

0 

P
*
,M

P
E
 

Lp 

+B 

-B 

0 

P
*
,M

P
E
 

Lp 

+A 

-A 

0 

P
*
,M

P
E
 

Lp 

+A 

-A 

0 

P
*
,M

P
E
 

+B 

-B 

用語、記号と定義 
各最大許容マルチスタイラス誤差においてはその範囲の定義方法が２つ追加されてます。 

注）附属書Dにこの解説があります。 
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用語、記号と定義 
現段階でISO 10360-5と表記が異なるところがありますが、ISO編集時の記載ミスで 
近くISOのコリジェンダムが発行される見込みです。 

JIS B 7440-5:2013（正） ISO 10360-5 :2010 
lA 回転式プロービングシステムプローブエキステンショ

ン長さ 
Articulating probing-system probe-tip-offset 
length 

E0 ラム軸スタイラスオフセットが0 mm における長さ測
定誤差 

Length measurement error with minimal probe-
tip-offset length 

E0,MPE ラム軸スタイラスオフセットが0 mm における最大許
容長さ測定誤差 

Maximum permissible error of length 
measurement with minimal probe-tip-offset 
length 

 EL  長さ測定誤差 Length measurement error with probe-tip-offset 
length L 
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用語、記号と定義 
現段階でISO 10360-5と表記が異なるところがありますが、ISO編集時の記載ミスで 
近くISOのコリジェンダムが発行される見込みです。 

ISO: probe-tip-offset length  

ISO: probe-tip-offset length  
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５．環境条件及び計測特性に対する要求 

JIS B 7440-5：2013 
（ISO 10360-5：2010） 

JIS B 7440-2：2003 / B 7440-5：2004 
（ISO 10360-2：2001 / 10360-5：2000） 

記号 要求 記号 要求 

シングル 
スタイラス 
プロービング 
システム 

PFTU 
MPE及びプロービングシステム構成は 
 受入検査：製造業者が指定 
 定期検査：使用者が指定 

PFTU ≦ PFTU,MPE 

P MPE及びプロービングシステム構成は 
 受入検査：製造業者が指定 
 定期検査：使用者が指定 

P ≦ MPEP 
PFTU,MPE MPEP 

マルチ 
スタイラス 
プロービング 
システム 

PFTj 
MPE及びプロービングシステム構成は 
 受入検査：製造業者が指定 
 定期検査：使用者が指定 

PFTj ≦ PFTj,MPE 

MF MPE及びプロービングシステム構成は 
 受入検査：製造業者が指定 
 定期検査：使用者が指定 

MF ≦ MPEMF 
PFTj,MPE MPEMF 

PSTj 
MPE及びプロービングシステム構成は 
 受入検査：製造業者が指定 
 定期検査：使用者が指定 

PSTj ≦ PSTj,MPE 

MS MPE及びプロービングシステム構成は 
 受入検査：製造業者が指定 
 定期検査：使用者が指定 

MS ≦ MPEMS 
PSTj,MPE MPEMS 

PLTj 
MPL及びプロービングシステム構成は 
 受入検査：製造業者が指定 
 定期検査：使用者が指定 

PLTj ≦ PLTj,MPL 

ML MPE及びプロービングシステム構成は 
 受入検査：製造業者が指定 
 定期検査：使用者が指定 

ML ≦ MPEML 
PLTj,MPL MPEML 

旧 現 

※添字 j は以下を表す 
 j = E，固定角回転式プロービングシステム 
 j = I，無段階回転式プロービングシステム 
 j = M，固定マルチスタイラスプロービングシステム 
 j = N，固定マルチプロービングシステム 

各最大許容スタイラス誤差において検査要件が 
設定されています。 
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５．環境条件及び計測特性に対する要求 

５．６ 環境条件 
     定期検査においては使用者が環境条件を設定できますが、その条件は 
     「製造業者のデータシート記載の範囲内」であることが明記されました。 
     また本文の記述の中に、 
  

     「使用者は，この規格の検査を環境条件が製造業者のデータシート 
     （ISO10360-1/Corrigendum 1 参照）に明記されたとおりの範囲内で実施してもよい。」 
  

     とあり、この「ISO10360-1/Corrigendum 1」ではデータシートの参考例を示すことに 
     していたようですが、まだ公式に発行されていないようです。 
     この意図はデータシートに従うことですので、ここではこのＩＳＯは必須ではありません。 
 
 
５．７ 操作条件 
     新たに校正球の位置について規定が追加されています。 
     また、校正球の事前清掃については従来、備考として記載されていましたが、 
     本文に移され、その重要度が強調されています。 
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JIS B 7440-5：2013 （ISO 10360-5：2010） JIS B 7440-2：2003 

記号 検査方法 記号 検査方法 

シングル 
スタイラス 
プロービング 
システム 

PFTU 

●検査用標準球の準備 
 - 呼び直径が10 mm以上50 mm以下 
 - 形状誤差は，PFTU，MPEの20％を超えないことが望ましい 
 - プロービングシステムのパラメータ設定のための校正球は， 
  検査用標準球として用いてはならない 
 
【スタイラスの条件変更】 
●スタイラス長さの選択 
 - 20 mm，30 mm，50 mm，及び100 mmの中から選択 
●スタイラス姿勢は、ラム軸に対して平行 
 
●検査用標準球の設置 
 - 測定領域内にしっかりと固定することが望ましい 
●検査用標準球の測定 
 - 25点測定（右図1参照） 
 - 半球をカバーする範囲において，十分に均等に分布 
●検査結果の導出 
 - 25点の全ての測定点から最小二乗球当てはめを行う 
 - 25点に対して，最小二乗球の中心からの距離Rを計算する 
 - 球形状誤差であるRmax－Rminの絶対値がPFTUである 
 

P 

名称：プロービング誤差 
 
●検査用標準球の準備 
 - 形状は校正必要 
 （形状誤差の規定なし） 
 
【スタイラスの条件】 
●スタイラス長さの規定
なし 
●スタイラスの向きは、い
ずれの軸に対しても平行
でないこと  

６．受入検査及び定期検査 
検査時のスタイラス長さは規定値から製造業者が選択したものを使用することになりました。 
また、検査用標準球の形状誤差についてＩＳＯと表記が異なりますが、これはＩＳＯの編集ミス
で近くコリジェンダムが発行される見込みです。 

旧 現 
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JIS B 7440-5：2013 （ISO 10360-5：2010） JIS B 7440-5：2004 

記号 検査方法 記号 検査方法 

固定マルチ 
スタイラス 
プロービング 
システム 

PFTM 

●検査用標準球の準備 
 - シングルスタイラス検査における手法と同じ 
【標準球の条件変更】 
 - 呼び直径が10 mm以上50 mm以下 
●スタースタイラスを構成する（右図5参照） 
●スタイラス長さの選択 ：L 
 - 10，20，30，50，100，200 mm 
   及び400 mmの中から選択 
●検査用標準球の設置 
 - 測定領域内にしっかりと固定することが望ましい 
●検査用標準球の測定 
 - それぞれのスタイラスで25点、合計で125点測定 
 - 半球をカバーする範囲において，十分に均等に分布 
 - 測定点の配置は，シングルスタイラス検査における手法と同じ 
●データ解析（検査結果の導出） 
 - 5本のスタイラス全てで得られた125点から最小二乗球当てはめを行う 
 - 最小二乗球の直径と検査用標準球の直径の校正値との差を計算 
 - 絶対値をマルチスタイラス寸法誤差PSTMとして記録する 
 - 125点に対して，最小二乗球の中心からの距離Rを計算する 
 - 球形状誤差であるRmax－Rminの絶対値がPFTMである 
 - 1本のスタイラスで得られた25点を1グループとする。 
 - それぞれのグループについて、最小二乗球当てはめを行う 
 - 合計5回の当てはめを行い、5個の中心座標を求める 
 - 5個の中心座標（X，Y及びZ）の範囲を計算する 
 - これら三つの範囲の最大のものがPLTMである 

MF 

●検査用標準球の準備 
 - 呼び直径が10 mm以
上30 mm以下 
 
 

PSTM MS 

PLTM ML 

Ｌ Ｌ 

Ｌ
 

６．受入検査及び定期検査 
検査時のスタイラス長さは規定値から製造業者が選択したものを使用することになりました。 

旧 現 
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JIS B 7440-5：2013 （ISO 10360-5：2010） JIS B 7440-5：2004 

記号 検査方法 記号 検査方法 

固定マルチ 
プロービング 
システム 

PFTN 

●検査用標準球の準備 
 - シングルスタイラス検査における手法と同じ 
●スタープローブシステムを構成する（右図5A参照） 
【スタイラスの条件変更】 
●プローブチップオフセットの選択 ：L 
 - 50 mm，100 mm，200 mm 
  及び400 mmの中から選択 
 
●検査用標準球の設置 
 - 測定領域内にしっかりと固定することが望ましい 
●検査用標準球の測定 
 - それぞれのプローブで25点、合計で125点測定 
 - 半球をカバーする範囲において，十分に均等に分布 
 - 測定点の配置は，シングルスタイラス検査における手法と同じ 
●データ解析（検査結果の導出） 
 - 5本のプローブ全てで得られた125点から最小二乗球当てはめを行う 
 - 最小二乗球の直径と検査用標準球の直径の校正値との差を計算 
 - 絶対値をマルチプローブ寸法誤差PSTNとして記録する 
 - 125点に対して，最小二乗球の中心からの距離Rを計算する 
 - 球形状誤差であるRmax－Rminの絶対値がPFTNである 
 - 1本のプローブで得られた25点を1グループとする。 
 - それぞれのグループについて、最小二乗球当てはめを行う 
 - 合計5回の当てはめを行い、5個の中心座標を求める 
 - 5個の中心座標（X，Y及びZ）の範囲を計算する 
 - これら三つの範囲の最大のものがPLTNである 

 
※旧JISでは固定マルチ

プロービングシステムに
ついての規定はありませ
ん 

PSTN 

PLTN 
L
 

L L 

６．受入検査及び定期検査 
検査時のスタイラス長さは規定値から製造業者が選択したものを使用することになりました。 

旧 現 
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JIS B 7440-5：2013 （ISO 10360-5：2010） JIS B 7440-5：2004 

記号 検査方法 記号 検査方法 

回転 
プロービング 
システム 

PFTE 
PFTI 

●検査用標準球の準備 
 - シングルスタイラス検査における手法と同じ 
【標準球の条件変更】 
 - 呼び直径が10 mm以上50 mm以下 
●回転プローブシステムを構成する（右図6参照） 
【エキステンションの条件変更】 
●プローブエキステンション長さの選択 ：L 
 - 50 mm，100 mm，200 mm及び400 mmの中から選択 
●検査用標準球の設置 
 - 測定領域内にしっかりと固定することが望ましい 
●検査用標準球の測定 
 - それぞれの回転位置で25点、合計で125点測定 
 - 半球をカバーする範囲において，十分に均等に分布 
 - 測定点の配置は，シングルスタイラス検査における手法と同じ 
●データ解析（検査結果の導出） 
 - 5つの回転位置で得られた125点から最小二乗球当てはめを行う 
 - 最小二乗球の直径と検査用標準球の直径の校正値との差を計算 
 - 絶対値を回転プローブ寸法誤差PSTE、PSTIとして記録する 
 - 125点に対して，最小二乗球の中心からの距離Rを計算する 
 - 球形状誤差であるRmax－Rminの絶対値がPFTE、PFTIである 
 - 1つの回転位置で得られた25点を1グループとする。 
 - それぞれのグループについて、最小二乗球当てはめを行う 
 - 合計5回の当てはめを行い、5個の中心座標を求める 
 - 5個の中心座標（X，Y及びZ）の範囲を計算する 
 - これら三つの範囲の最大のものがPLTE、PLTIである 

AF 

●検査用標準球の準備 
 - 呼び直径が10 mm以
上30 mm以下 
●プローブエキステンショ
ン長さの選択 
 - 0 mm，100 mm，
200 mm及び300 mmの
中から選択 

PSTE 

PSTI 
AS 

PLTE 

PLTI 
AL 

６．受入検査及び定期検査 
回転プローブでは検査条件でエキステンションの選択長さが変更になりました。 

旧 現 
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現 JIS B 7440-5(2013) 
   ISO10360-5(2010) 

旧 JIS B 7440-5(2004) 
   ISO10360-5(2000) 

受け入れ検査 
適合判定基準 

7.1 受入検査 
7.2 定期検査 
 
①シングルスタイラスプロービングの性能 
PFTU（シングルスタイラス形状誤差）が不確かさを考慮の上、
製造業者の指定するPFTU,MPE（最大許容シングルスタイラス形
状誤差）に入っていれば適合 
 
②マルチスタイラスプロービングも性能が適用可能な場合は、
次の3項目が製造業者の指定する値を満たした場合は適合 
-PFTｊ（マルチスタイラス形状誤差）が不確かさを考慮の上、 
PFTj,MPE（最大許容マルチスタイラス形状誤差）に入っている 
 
-PSTj（マルチスタイラス寸法誤差）が不確かさを考慮の上、 
PSTj,MPE（最大許容マルチスタイラス寸法誤差）に入っている 
 
-PLTj（マルチスタイラス位置限界）が不確かさを考慮の上、 
PLTj,MPE（最大許容マルチスタイラス位置限界）に入っている 
 
＊適合しなかった場合は、影響する可能性のあるあらゆる要
因を取り除き、1回だけ検査を繰り返す。この検査で各最大許
容内に入っていれば適合 

6.1 受入検査 
6.2 定期検査 
 
 
①マルチスタイラスプロービングシステムに関し不確かさを考慮の上、
MF≦MPEMF  MS≦MPEMS ML≦MPEMLが満たされた場合に適合 
 
②回転式プロービングシステムに関し、許容されたプローブエクステンショ
ン長さLpeについて、不確かさを考慮の上、 AF≦MPEAF AS≦MPEAS 
AL≦MPEAL が満たされた場合に適合 
 
＊適合しなかった場合は、影響する可能性のあるあらゆる要因を取り除
き、1回だけ検査を繰り返す 

シングルスタイラスプロービングは旧JIS B 7440-2で規定されていましたが、
現JISではJIS B 7440-5へ、その記述が移行しています。新旧の違いは以下
の表の通りとなっています。 
 

７．仕様への適合（受入検査、定期検査） 
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現 JIS B 7440-5(2013) 
   ISO10360-5(2010) 

旧 JIS B 7440-5(2004) 
   ISO10360-5(2000) 

中間点検 

8.3 中間点検 
 
プロービングシステムは、日常的に、そしてプロ
ービング性能に影響を与える可能性のあるあ
らゆる事象がおこった後に、検査するのが望ま
しい 
 
 

7.3 中間点検 
付属書A(参考） 中間点検 
 
プロービングシステムを定期的な検査の間に日常
的に点検することが推奨される。点検には、毎日測
定において用いているスタイラス構成を用いて行う
ことを推奨する。 

中間点検に関し、これまで附属書で参考として説明が加えられていましたが、これが本
文に編入され、受入や定期検査以外にも日常的な点検や、精度に影響を与えるような
事象（地震や衝突など）が発生した場合に、点検することを推奨しています。 

８．適用事例（中間点検） 
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今回、シングルスタイラスとマルチスタイラスを併記するに当たり、用語、記号の
文字の配置と定義の仕方について説明しています。 

附属書A 記号及び添字（参考） 
 

１文字目 ２文字目 ３文字目 ４文字目 
Ｐ：プロービング Ｆ：形状誤差 Ｔ：接触プロービング Ｅ：実測位置の回転プローブ 

Ｌ：位置誤差 Ｉ： 推定位置の回転プローブ 
Ｓ：寸法誤差 Ｍ：固定マルチスタイラス 

Ｎ：複数の固定プローブ 
Ｕ：シングルスタイラス 

ＰＦＴＵ 
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次の項目を検査して各項目を満たしてからJIS B 7440-2の検査をすることを
推奨しています。 
 
-PFTU（シングルスタイラス形状誤差）が仕様の範囲内である 
-PSTU（シングルスタイラス寸法誤差）がE0,MPE、EL,MPEに比べ小さい 
 
 

附属書B 
JIS B 7440-2の検査をする前のプロービング
システムの検査（参考） 
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附属書C マルチスタイラス検査結果の解釈（参考） 
 

19 

C1:マルチスタイラス検査の結果とE0及びELとの比較 

複数のスタイラスを使った測定ではワークの測定長さに対してＣ
ＭＭ本体の移動距離が長くなる場合があるため、その際の長さ測
定誤差がパート２で規定しているＥ０、ＥＬに対して大きくなる可能
性があることを解説しています。 

b 

a 

マルチスタイラス検査 
機械の移動距離が測定長さに比べて大きい場合もある（ a≠b） 

 

JIS B 7440-2の場合 
機械の移動距離と測定長さ
は大体等しい（ a≒b） 

a：座標測定機の移動距離 ｂ：測定長さ 

a 

b 
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C2:校正球と検査用標準球との距離Lpの影響 

校正球と検査用基準球との距離は、検査結果に大きな影響を与えることを解説しています。 

•  距離が短い場合、誤差はプロービング性能の影響が大きい。 
•  距離が長い場合、測定機の幾何学的誤差の影響が大きい。 

従って、プロービングシステムのマルチプロービング性能を比較する場合は、短い距離を推奨していま
す。 

校正球 

検査用標準球 
（校正球に近い） 

検査用標準球 
（校正球から遠い） 

附属書C マルチスタイラス検査結果の解釈（参考） 

Lp 
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最大許容マルチスタイラス形状誤差と最大許容マルチスタイラス寸法誤差を図
で表記する際の図示方法が記載されています。 
 

附属書D 最大許容誤差/限界の図（規定） 
 

Lp 

+B 

-B 

0 

P
*
,M

P
E
 

Lp 

+A 

-A 

0 
P

*
,M

P
E
 

Lp 

+A 

-A 

0 

P
*
,M

P
E
 

+B 

-B 

a) P*Tj, MPE＝(A＋LP/K) と 
  B の小さい方 

b) P*Tj, MPE＝(A＋LP/K) c) P*Tj, MPE＝B 
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